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Step 1 建立結構化專利庫：專利庫建置流程

調研範圍：目標公司全球專利

目標公司專利對應產品結構分析 目標公司專利對應技術結構分析 目標公司專利技術脈絡分析

目標公司美、歐、日、中、台專利佈局

產品技術結構拆解

專利檢索

專利關聯度分析

專利-產品/技術結構分析

專利-產品結構分析 專利-技術結構分析 專利技術脈絡分析

目標公司專利-產品/技術結構分析
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登入

搜尋專利

滙入專利到my 
project

建立產品結構樹

建立產品技術結
構樹

專利關聯分析

產生化專利分
析

分析報表

Step 1 建立結構化專利庫：專利庫建置流程



STEP 2 掌握技術發展脈絡

產品結構vs.
目標公司

技術結構vs.
目標公司/國
家

高風險專利
分析

支持專利佈
局分析

技術結構vs. 
目標公司/年
代

技術結構vs.
年代/國家

產品結構vs. 
技術結構



觸控裝置及電容式觸控筆產品結構vs.國
家 -A公司

CN TW US

3 5
1 1

觸控晶片 2 1 14
印刷電路板

1 1

3
1

2 2 9

1
1 3 9

1
1 3

國家

其他觸控裝置

投射電容式觸控顯示器
投射電容式觸控模組

控制電路板

投射電容式觸控感測器
保護基版
顯示模組

觸控軟體

被動式觸控筆

作業系統層觸控軟體
觸控應用軟體

觸控筆系統
主動式觸控筆

觸控筆控制器
壓力訊號傳送裝置

觸控裝置及電容式觸控筆產品結構 vs. 國家

壓力感應裝置
電磁式觸控筆

A公司觸控裝置相關專利主要佈局於美國。



觸控裝置及電容式觸控筆產品結構vs.申請年-
A公司

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

6 2
2

觸控晶片 1 2 1 5 3 3 1 1
印刷電路板

2

1 2
1

2 1 3 3 1 1 1 1

1
1 2 5 2 1 2

1
1 1 1 1

申請年度

其他觸控裝置

投射電容式觸控顯示器
投射電容式觸控模組

控制電路板

投射電容式觸控感測器
保護基版
膠材

觸控軟體

被動式觸控筆

作業系統層觸控軟體
觸控應用軟體

觸控筆系統
主動式觸控筆

觸控筆控制器
壓力訊號傳送裝置

觸控裝置及電容式觸控筆產品結構 vs. 申請年

壓力感應裝置
電磁式觸控筆

1. xxx公司觸控晶片相關專利於2004年開始申請；
2. xxx公司觸控筆相關專利於2002年開始申請。



掌握技術發展脈絡：專利風險分析結論與
建議

1. 專利分析範圍:  A公司美、中、台共64件專
利/專利申請案， 包含美國47件、中國6件、
臺灣11件，檢索時間至2013/9/24。

2. 產品結構：A公司專利申請主要於觸控晶片、
觸控筆系統與電磁式觸控筆等。

3. 技術結構：A公司專利申請主要於多點偵測
識別演算法與電磁式觸控偵測技術。

4. 區域分佈：A公司觸控演算法、終端應用整
合技術相關專利主要佈局於美國；觸控面板機
構設計與制程技術專利同時佈局於美國與臺灣。

專利調研分析結論
1. 盤點互容式觸控晶片與中關聯專

利之專利風險，包含：互容方式
之單指/多指/追蹤相關觸控偵測算
法。

2. 參酌低關聯專利技術方案，包含：
懸浮操作、模式切換等。

專案建議

專利風險分析

比对结果

具风险 待确认 低风险

1 2

关联度分析结果

高关联 中关联 低关联 无关

3 16 12 34

高关联专利法律状态

获证 失效 审查中

3 0 0

专利检索/分析数量

64

專利風險分析結論



Step3 專利分析作業流程

關聯專利

權利界定

無效分析

侵權分析

廻避設計

專利影像全
文

專利法律狀
態

專利家族訊
息

專利引證訊
息

相關產品訊
息

Pre Construction 內部證據 外部證據

前案檢索 前案比對分析 專利效性分析

內部證據管理 外部證據管理 歷史檔案管理 專利侵權分析

找出可替代且不落入高風險專利之技術方案



Step4 縮短研究發展時程：
利用平台，進行資料保存。縮短前案調研

時間。



縮短研究發展時程：善用競爭者專利佈署
加速市場規劃

技術結構
1991~1995 1996~2000 2001~2005 2006~2010

总计
US EP JP CN TW US EP JP CN TW US EP JP CN TW US EP JP CN TW

電流設計

電流鏡

三角波產生器

開機偵測電路

電流平衡機制

電流偵測電路

電壓偵測電路

調變器

靜電保護電路

總計

1.界定自身產品、技術與研發專案

3.檢視他人於各國是否佈署專利

2.結合自身產品產銷區域國家



操作功能介紹



1 選擇檢索方式

切換檢索類別2
輸入關鍵字或指定

條件開始搜尋3

切換語言

以保留檢索結果及製作報表

可登入或免費註冊帳號



快速資料分類

快速進階篩選

資料排序
快速檢視統計報表

切換顯示方式:
圖文、縮圖、列表

選擇顯示欄位及個人偏好

未登入僅能檢索及
顯示簡易統計圖表

檢視單篇申請書
或獲證公告

選擇專利局範圍



(匯出清單、下載原文、批次下載
首頁、加入專案資料夾)

免費註冊可使用進階功能 列表中勾選專利後可加
入個人專案中指定節點

可享個人專案資料夾及
進階分析功能

可自動保存最近檢索
式，並對檢索式設訂
自動監控定期更新

免費註冊 免費註冊



可自行設定分類
節點階層及名稱

自設文件標籤供
專案內快速篩選

點擊並於下方視
窗快覽單篇專利
內容

加註個人筆記

於左方列表勾選
專利後點右鍵可
加入指定節點

點擊進入個人專案資料夾1

點擊並於新視窗中
開啟單篇專利全文

可自行設定分類
節點階層及名稱

自設文件標籤供
專案內快速篩選

點擊並於下方視
窗快覽單篇專利
內容

加註個人筆記

於左方列表勾選
專利後點右鍵可
加入指定節點

點擊進入個人專案資料夾1

點擊並於新視窗中
開啟單篇專利全文

選擇專利檢視狀態



互動式圖表可點
擊顯示專利列表

快速切換
報表種類

快速調整
資料範圍

快速產生34
種統計圖表

切換至產業化專利分析1
切換至自訂條
件矩陣分析表



選擇縱軸分析項目1

選擇橫軸分析項目2
點擊顯示
相關專利

點擊製作矩陣報表3
匯出成 Excel 檔案
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